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SCALONE 
ustalenia f set up i czasu 

. przetrzymywania f hoJd 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest metoda 

pomiaru czasu ustalenia tael up i czasu przetrzymywania 

thold w układach przerzutni",'"ych monolitycznych o ma­

łej skali 'integracji 1551/. 

2. Warunki pomiaru. Pomiar należy wykonać w warun­

kach najgorszego przypadku. 

Norma przedmiotowa powinna zawierać następujące W!i­

runki określające dany pomiar: 

al układ pomiarowy, 

bl napięcie zasilania dla warunków najgorszego przy~ 

padku, 

'cl parametry impulsów sterujących: B!llplitudę, czasy 

narastania i opadania, szerokość, częstotliwość powtarza­

nia, wzajemne położenie w czasie, 
-

dl wartości napięć stałych wymuszających odpowiednie 

stany logiczne na wejściach nie sterowanych impulsowo, 

el wartości elementów obwodu obciążenia, 

fi wymagania techniczne i parametry przyrządów kontrol­

no- pomiarowych, 

gl graniczną wartość czasu ustalenia t Be I up i czasu 

przetrzymywania t hold , 

hl warunki klimatyczne otoczenia. 

3. Układ pomiarowy - wg rysunku na przykładzie prze­

rzutnika typu D. 
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4. Przebieg pomiaru 

al włożyć badany układ do gniazda pomiarowego, 

bl ustawić temperaturę otoczenia badanego układu zgod-

nie z wymaganiami normy przedmiotowej, 

ci ustawić napięcie zasilające badany układ, parametry 

impulsów sterujących, wzajemne przesunięcia w czasie 

tychże impulsów oraz napięcia stałych stanów logicznych 

zgodnie z normą przedmiotową, 

dl ocenić poprawność dzialania badanego układu prze­

rzutnikowego przy zadanym czasie lustalania tse t up lub 

przetrzymywania t ho1d I na podstawie przebiegów ~jści~ 

wych i wejściowych zgodnie z normą przedmiotową. 
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